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 Optimized  tester‐to‐handler  docking 
repeatability  
 

• Flexible  floor‐plan  layout  options with  small 
footprint  
 

• Lowest  handler  index  time  and  cycle  time 
overhead for highest throughput efficiency  
 

• Best  temperature  accuracy  of  +/‐  1.5°C  or 
better for best production yields  

 
 

Characterization  up  to  12.8Gbps  with  best 
engineering tool‐set 

Proven  in  R&D &  validation  labs worldwide,  the 
V93000 HSM  Series provides  the  industry’s most 
advanced high‐speed memory test capabilities in a 
cost‐effective,  small  footprint  tester, making  it  a 
perfect  fit  for  engineering,  design  verification  & 
characterization.  
 
Due  to  the  scalability  of  the  V93000  HSM 
platform,  the  new  generation  V93000  HSM 
memory  test  cards,  HSM6800,  HSM4000  and 
HSM3G, are plug‐and‐play extensions and can be 
easily  combined  with  already  available  memory 
test cards, such as HSM3600 and HSM HX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The  ability  to  upgrade  existing  engineering  test 
systems  with  latest  generation  high‐speed 
technology  provides  flexible  access  to  higher 
performance  and  enhanced  high‐speed  test 
functionality at lowest capital spending.  
 

 Best  in  industry  high‐speed  performance 
scalable  up  to  12.8Gbps  with  the  market 
proven HSM HX  
 

 Easy  to  expand  capabilities  with  new 
generation memory  test  cards  retaining  full 
compatibility  
 

 Compact Test Head, fully compatible to HVM: 
same  hardware,  same  software,  same  DUT 
boards,  same  ability  to  use  future  platform 
enhancements  

 

 Easy  test  program  transfer  and  correlation 
from engineering to production  

 

 Unique Flexibility, addressing DDR3/4, GDDR5 
and XDR within one system  

 
Best  engineering  tool‐set:  Jitter  Injection  & 
Measurement, Pattern controlled DC test, Bitmap, 
Timing  Diagram,  Real‐time  Source‐Synchronous, 
Signal Equalization (and more) 
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